Psychologie
Information

ZPID - Leibniz Institut

Leibniz-Zentrum fiir

Psychologische Information und
Dokumentation (ZPID)

Testverfahren aus dem Elektronischen Testarchiv

Liebe Nutzerinnen und liebe Nutzer,
wir freuen uns, dass Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen!

Das Elektronische Testarchiv des ZPID stellt Ihnen eine kostenfreie Sammlung von
psychologischen Testverfahren aus dem deutschen Sprachraum bereit, die
urheberrechtlich geschiitzt sind und unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 3.0
verwendet werden kdnnen. Sie sollen ausschlieBlich der Forschung und Lehre vorbehalten
sein. Mit der Nutzung des Testarchivs stimmen Sie der Lizenzverpflichtung zu.

Wir moéchten Sie als Nutzer eines hier heruntergeladenen Verfahrens bitten, dem
Testautor/den Testautoren Riickmeldungen (siehe letzte Seite: Riickmeldeformular) zum
Einsatz des Verfahrens und zu den damit erzielten Ergebnissen zu liefern. Die Anschriften

finden Sie in der jeweiligen Testbeschreibung, die mit einer PSYNDEX-Tests
Dokumentennummer versehen ist. Die Testbeschreibung kdnnen Sie auf unserer Seite
http://www.zpid.de/Testarchiv herunterladen.
Falls nur Teile eines Instruments verwendet werden, sind die entsprechenden

Einschrankungen hinsichtlich der Giitekriterien im Vergleich zum Einsatz des vollstandigen
Verfahrens zu beachten.

Viel Erfolg!

lhr ZPID-Team



Diagnostisches Interview fur PTED

A. Kernkriterien

1. Gab es in den vergangenen Jahren ein einschneidendes Ereignis/Erlebnis/eine - IA
einschneidende Erfahrung, durch das sich Ihre psychische Befindlichkeit deutlich und | NEIN
anhaltend bzw. bleibend negativ verandert hat?

o - o = | A
2. Erleben Sie das kritische Lebensereignis als ungerecht oder nicht fair? NEIN
3. Fuhlen Sie bei dem Gedanken an dieses Ereignis grof3e Verbitterung, Wut, NEIN
Verzweifelung und Hilflosigkeit?
4. Litten Sie bereits vor diesem Ereignis unter (schwerwiegenden / relevanten / —>
erkennbaren) psychischen oder seelischen Problemen (Depressionen, Angste 0.4.)? NEIN JA
BEURTEILUNG DURCH DEN UNTERSUCHER:

—>
o

LIEGT EIN VERBITTERUNGSAFFEKT VOR?~ NEIN IA
KANN DER AKTUELLE PSYCHISCHE ZUSTAND DURCH FRUHERE ODER T]?
AKTUELLE PSYCHISCHE STORUNGEN ERKLART WERDEN? NEIN

5. Wie lange halt bislang lhre psychische Beeintrachtigung durch das kritische Lebensereignis an?

(Angabe in Monaten)

-

Monate Unter 6 Monate

B. Zusatzsymptome

1. Haben sich lhnen im Verlauf der vergangenen Monate immer wieder Erinnerungen

NEIN JA
oder Gedanken an das Ereignis aufgedrangt und Sie belastet?
2. Wenn Sie an dieses Ereignis erinnert werden, fuihrt das dann auch jetzt noch dazu, | NEIN JA
dass es Sie heftig aufregt?
3. Fuhlen Sie sich dem kritischen Lebensereignis oder dem Verursacher gegenuber NEIN JA
eher hilflos ausgeliefert?
4. Ist Ihre aktuelle Grundstimmung seit dem kritischen Lebensereignis haufig NEIN JA
gedruckt?
5. Wenn Sie abgelenkt werden, kénnen Sie dann auch einmal kurzfristig eine normale | NEIN JA
Stimmung erleben?

—->
GAB ES UNTER B MINDESTENS 4 POSITIVE ANTWORTEN? NEIN | JA
POSTTRAUMATISCHE VERBITTERUNGSSTORUNG
NUR ANKREUZEN WENN KEINE MANIFESTE PSYCHISCHE STORUNG IM JAHR NEIN JA

VOR DEM KRITISCHEN LEBENSEREIGNIS AUFTRAT.

Anmerkung: Die mit einem Pfeil markierten Antworten zeigen an, dass ein entscheidendes Kriterium
fur die Diagnose einer PTED nicht erflillt wurde. In diesem Fall wird der Untersucher gebeten, ,NEIN*

im diagnostischen Feld am Ende des Interviews zu markieren.

© Prof. Dr. Michael Linden, Charité Berlin




Ruckmeldung Uber die Anwendung eines Verfahrens aus dem
Elektronischen Testarchiv des Leibniz-Zentrums fur
Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)

Absender:

Sehr geehrte/r Herr/Frau

ich moéchte IThnen hiermit mitteilen, dass ich das unten naher bezeichnete
Verfahren aus dem Elektronischen Testarchiv des ZPID in einer

Forschungsarbeit eingesetzt habe. Im Folgenden finden Sie dazu néhere
Erlauterungen.
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Datum Unterschrift

© 2015 Leibniz-Zentrum fur Psychologische Information und Dokumentation (ZPID)
URL: http://www.zpid.de/pub/tests/archiv_rueckmeldung.pdf
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